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L'apport de la microscopie
électronigue a I’étude des meteorites

* L'imagerie électronique

e L'analyse EDS

e La microfluorescence X

e La cathodoluminescence

e La microspectrometrie Raman
 L'EBSD



L’'imagerie électronigue

. - Secondaires
. - BSE
. - faible tension

e -vide partiel



EHT = 15.00 kV "WDE: 23 Jan 2007
WD = 10 mm '




-BSE

Chennaoui et al (2008) MAPS




e - faible tension
e - vide partiel



L'analyse EDS

e analyse chimique ponctuelle
e cartographie chimique



Analyse chimiq

Files: grclients\BACHARV ZWMARDSFMT1E_ 2 SELF
Collectad: rmars 12, 2005 10:49:31

Wil

Senpe magnilealion.

17N,

Element |KRatio| Wt% | At% |Compound| Cmpd |ChiSquared| Net
W1t% (cps)
Ca 0.0084 | 0.91 | 0.50 CaO 1.27 0.99 45.9
01127 148611 .63 215 1071.9
LEé 0. {56] éatlg I Ié4 215 | 409
OpI63 TZ25.38 19779 i .30 2.15 1995.5
Na |0.0026 | 0.33 | 0.31 Na20 0.44 215 17.9
Fe 0.1216 | 13.34| 5.23 FeO 17.16 1.33 249.2
Mn 0.0061 | 0.63 | 0.25 MnO 0.81 1.33 14.1
O 0.0000 | 43.71|59.81 47.48 1596.3
Total | 0.4720 | 99.75|99.75 Total 99.75 18.78
File: giclients BACHARM ZMARDEFM15_ 2 SE_TOZ0.pat
Collected: rara 1F, B0 1073086
Live Time: .00 Gount FRate! 070G Dead Time: 100 %
Beam Voltage:  15.00 Beam Current.  0.53 Takeaff Angle: 2454

FMi5 2 SE_T020.pgt
# hidden files: 19
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artographie chimique
-qualitative
-gquantitative




. a microfluorescence X

10000

Ca Fe Verre basaltique KS 11 B

40 kV 500 uA Si(Li) 100 s

1000

300 400 500 600 700

Energie



La cathodoluminescence

« Imagerie

e Spectroscopie

. - mode ponctuel
. - mode balayage



Exemple : Spéciation de la silice

Chennaoui et al. (2005) MAPS
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La microspectrometrie Raman

|dentification de phase

Cartographie

Spectres Raman de I'Orthose

4500

4000

3500

3000 — Orthose_Data

2500 — Orthose
2000
1500
1000

500

0 500 1000 1500 2000 2500
e




80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

Spéciation

Spectres Raman du Dioxyde de Titane

500

1000

cm

1

Anatase_Data

Dioxyde de
Titane

— Rutile_Data

Brookite_Data

1500

2000



Cartographie du silicium
1.4 X 1.4 mm?




 |dentification de phases
L, E BS D » Analyse de texture

B. lldefonse USTL « Cartographie

@®Mean orientation 20.1 79.5 160.7

Mean Spread = 120.6

[UVW] =001 gwax Spread=  180.0
N 550 _ Contours (x uni.)

2.31

2.0
1.8
- 15
= 1.3
-1 1.0
-1 0.8
- 0.5

. 0.09
shading - inverse log
® Max Density = 2.31 OMin.Density= 0.09

lower hemisphere Non-Polar data

pfd= 1.21 Xs= 90.0
AFE1-bestaxiso 157.56 -50.85 0.42
He2 335.29 -39.13 0.36

@E3 - best pole 66.20 -1.11 0.22
W Max.Density 150.00 -55.00 2.31
@ Mean orientation 159.85 -10.52

YMean vector 162.20 -84.23 0.56




Conclusions

* Neccessité de couplage de plusieurs
methodes analytiques (imagerie, Raman, CL ...)

e Cartographie guantitative
- en balayage
-pb de focalisation, déformation
- asservissement de la platine
- faible grossissement
- déplacements importants
- traitement informatiques des données



